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間2 次のI, Iの文章の|    |の部分に入る最も適切な語句,記号,数値又は数式を,それぞれの解答群

から1つ だけ選べ。

Iの

権漁ド当饉雷縣[響憲県臭量藷奄曇浄言舞ilて 'バツクグラウンド計数率の低減,高いE亜零F
また,測定対象のEE型口を求める場合には,測定試料の量を多くすることが有効である。

バックグラウンドの原因として,次のようなものがある。

① 建材,土壌,空気など周囲の環境中に存在する放射性物質。

② 検出器自体や遮蔽材などに含まれる放射性物質。

③ E玉J詢などの字宙線。
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コなどの天然の放射性物質が主なものであるが,原子力発電所事故により放出された B4cs,

1'Csに よるバックグラウンドにも注意すべきである。  ウ は高いエネルギーのβ線,γ 線を放出

し,γ線バックグラウンドスペクトルの 1.46 MⅣ 相当位置に顕著なピークを出現させる。また,2.6

MeV付近にも顕著なピークが認められるが,こ れは ア の子孫核種のEヨ或陶から放出される
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測定に際し,妨書となることがある。これらの検出器外部からの放射線の影響を低減させるために

1ま ,厚い鉛や鉄のような導蔽材によって検出器部を取 り囲む。

②については,①で述べたような核種が検出器自体や遮蔽体に合有されると,こ こから放出される

放射線に対して遮蔽も有効に機能しないため,材料の吟味が必要である。例えば,遮蔽体の鉛には半
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⊃≠詢が含まれることがあり,こ の場合,その娘核種の
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因する匡 墾鞠 によるバックグラウンドが問題になることがある。また,半 田 (は んだ)に は

ア やEイ コの壊変生成物が含まれることがあり,ガラスにはEウ コが含有することがある

ので注意する必要力`ある。

③に対して C は極めて透過力が強いため,遮蔽体の使用もあまり効果がない。これを効果的

に除去するためには,計数管の周囲や上部にガード計数管を配置し,こ の出カパルスで主計数管のパ
ルスに村してEI型目を行うとよい。これは,特にβ線の低レベル放射能測定にとって有効である。
④における電磁的フイズ対策として,金属箱などによる電磁的遮蔽や電源部のフィルタの使用など

がある。

高い A を確保するためには,測定試料を検出器に近づけたり,大 きな検出器を用いて幾何効
率を大きくすることが有効であるが,大 きな検出器を用いると,バ ックグラウンド計数率も高くなる
ので,その兼ね合いに配慮する必要がある。また,測定器がスペクトロメータの場合,  A が同
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<A～Gの解答群>         :   ・    :
1 放射能濃度  2 検出効率  3 時間分解能  4 逆同時計数  5 同時計数
6 波高弁別  7 エネルギー分解能  8 ニュートリノ  9 制動放射線  10 β線
1l μ粒子                              、

<ア～キの解答群>
1  14c   2 40K   3  611Co   4 1311   5  B4cs   6  37cs   7 208T1   8 2iOP。

9 2ЮPb  10 21031  11 "4Bi  12 "2Tl1  13 238u



Ⅱ 低レベルβ線の測定において,測定試料からの放射線による計数率4sは ,バックグラウンドを含
めた全体の計数率れcか ら,バ ックグラウンド計数率″Bを差し引いて求める。すなわち,
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となる。ここで,鳩 は試料を置いた状態で計数を時間宅の間行ったときに得られた計数値,NBは
試料を置かないで計数を時F・5ら の間行つたとき得られた計数値である。この場合,4sの標準偏差を

ヽ とすると,4sの分散スは
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で与えられる。全体の計数時FHlケが一定,すなわちr=■ +r3が~定の場合,上式において■=τ―

ちとし,く をrBで微分すると,
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ィクグラウンド計測に関わる最適配分時間は豊重=o年 ぉぃて ,
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として求めることができる。したがって,た とえば,測定試料を置いた時の計数率が毎分約 20カ ウ
ント,バ ックグラウンド計数率が毎分約 10カ ウントであることが予備測定で分かっているとき,測

定にかかわる時間rが一定とぃぅ制約の中で計数率の統計議差を最小にするためには,キ を
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くH～Jの解答群>

7デ崎+肯  87鋳y―鍮 9丁島y十七 lo 7寿y一寺
11≒一寺 12七十f: "寺 +寺  14券十醤

<ク ～コの解答群 >
1  1.0    2 1 1.4    3  2.0    4  2.4    5  3.0    6  24    7  33    8  41

9  50    10  59    11  67    12  76
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